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^ (54) Title: MfNIATURIZED ANALYTICAL SYSTEM 

^ (54) Bezeichnung: MINIArURISIERrES ANALYSENSYSTEM 

(57) Abstract: The invention relates to tiie production and the design of flow-through elements for microstructuied analytical sys- 
tems. The inventive m^od allows the production of analytical systems from synthetic material that are provided widi a liquid- and 
gas-tight channel structure in which thin-film electrodes may be arranged any place. 

(57) Zusammenfiassung: Die Ecfindung betrifft Herstellung und Aufbau von Durchflusseinheiten filr mikrostrukturierte Analysen- 
systeme. Das erfindungsgemSsse Verfahren erm6glicht die Produktion von Analysensystemra aus Kunststoff, die eine fltissigkeits- 
imd gasdicfate Kanalstiuktur aufweisen, in der sich an beliebigen Stella DUnnschichtelektroden befinden kfimien. 


